
光电子元器件需要做的可靠性测试，看这一篇就够了！

产品名称 光电子元器件需要做的可靠性测试，看这一篇就
够了！

公司名称 广东省国瑞知识产权服务有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区松岗街道沙浦围社区创业工业区22
栋502

联系电话 15361099098 15361099098

产品详情

光电子元器件物理特性测试项目：1、内部水汽：确定在金属或陶瓷封装的光电子器件内部气体中水汽含
量。2、密封性：确定具有内空腔的光电子器件封装的气密性。3、ESD阔值：确定光电子器件受静电放
电作用所造成损伤和退化的灵敏度和敏感性。4、可燃性：确定光电子器件所使用材料的可燃性。5、剪
切力：确定光电子器件的芯片和无源器件安装在管座或其他基片上使用材料和工艺的完整性。6、可焊性
：确定需要焊接的光电子器件引线（直径小于30175mm的引线，以及截面积相当的扁平引线）的可焊性
。7、引线键合强度：确定光电子器件采用低温焊、热压焊、超声焊等技术的引线键合强度。

光电子元器件机械完整性试验项目：1、机械冲击：确定光电子器件是否能适用在需经受中等严酷程度冲
击的电子设备中。冲击可能是装卸、运输或现场使用过程中突然受力或剧烈振动所产生的。2、变频振动
：确定在规范频率范围内振动对光电子器件各部件的影响。3、热冲击：确定光电子器件在遭受到温度剧
变时的抵抗能力和产生的作用。4、插拔耐久性：确定光电子器件光纤连接器的插入和拔出，光功率、损
耗和反射等参数是否满足重复性要求。5、存储试验：确定光电子器件能否经受高温和低温下运输和储存
。6、温度循环：确定光电子器件承受极高温度和极低温度的能力，以及极高温度和极低温度交替变化对
光电子器件的影响。7、恒定湿热：确定密封和非密封光电子器件能否同时承受规定的温度和湿度。8、
高温寿命：确定光电子器件高温加速老化失效机理和工作寿命。

光电子元器件加速老化试验：在光电子器件上施加高温、高湿和一定的
驱动电流进行加速老化。依据试验的结果来判定光电子器件具备功能和
丧失功能，以及接收和拒收，并可对光电子器件工作条件进行调整和对
可靠性进行计算。1、高温加速老化：加速老化过程中的最基本环境应
力式高温。在实验过程中，应定期监测选定的参数，直到退化超过寿命
终止为止。2、恒温试验：恒温试验与高温运行试验类似，应规定恒温



试验样品数量和允许失效数。3、变温试验：变化温度的高温加速老化
试验是定期按顺序逐步升高温度（例如，60℃、85℃和100℃）。4、温
度循环：除了作为环境应力试验需要对光电子器件进行温度循环外，温
度循环还可以对管电子器件进行加速老化。温度循环的加速老化目的一
般不是为了引起特定的性能参数的退化，而是为了提供封装在组件里的
光路长期机械稳定性的附加说明。

如您有相关产品需要办理检测认证，欢迎您直接来电咨询我司工作人员
，获得详细的费用报价与周期等信息。

我公司主要经营产品认证，产品检测，产品技术检测，工商财税，商标专利
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